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Problema: Tensao de saida em funcao da frequéncia
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Determinar propriedades - tais como niveis de energia dos
elétrons - de estruturas muito pequenas denominadas
nano-agregados metalicos.
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% 200 L Tensao de saida em funcdo da capacitancia.
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Realizar espectroscopia de capacitancia em particulas I P
)
selecionadas em massa usando-as como dielétrico = ’ | | | | | | |
em um sistema capacitivo. 0 1 2 3 4 5 6 7
Espera-se detectar variacdo de capacitancia em Capacitancia de teste [pF]
funcao dos niveis eletronicos de energia permitidos 30
por particula. A ocupacao de niveis sera provocada =~ Tensao de saida em fungéo da amplitude
: ~ = 20 + do sinal de entrada.
pela presenca de um campo de polarizacao externo P
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;' Respostas do circuito sao comparadas V _2.RCV. f
com a expressao calculada: n
Sinal DC causa

C}/Po'ar'za‘?ao Para testar o funcionamento do experimento, construimos um
. das particulas. : .. A ,

P interdigitado de capacitancia C=11 pF e usamos alcool

isopropilico no lugar das particulas para alterar a constante
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Caracterizacao da eletronica: ielétri io |

heh ¢ dielétrica do meio isolante. Esperava-se um aumento
] e . Para o circuito na  capacitdncia  do
s Laminade gparato de 20 vezes. O

Fj/? ﬁ. vidro .
| 77 meoor valor medido para a
/ constante dieletrica do
s meio isolante com o
}ool alcool foi 24,2 +/- 0,8

sopropilico  além de uma contribui¢ao
resistiva de 54,7 kQ.
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